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RESUMEN CON EL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA INVENCION
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Un circuito (CS) de huestreo de carga)(1) que comprende un generador de

h senal de control {4) para controlar una sefial de entrada analoga al circuito de
muestreo de carga (1) para ser integrada por un integrador (3) durante una fase de

muestreo como respuesta a una sefal de muestreo del generador de sefal de|
A contra| (4), en donde la corriente de la sefal de entrada andlogq es integrada a ;/
a carga integrada para producir una muestra de tension o corriente proporcional
—
en una salida de senal al final de la fase de muestreo.
| ~ |
!
ANEXOS DE LA SOLICITUD
Certificado de Existencia y Representucién Legal cuando el solicitante sea Persona Juridica
Los poderes debidamente otorgados, 0 mencién de su protocolizacidn ante la SIC
Recibo de Ia tasa respectiva @
Recibo de Ia tasa por concepto de excedente de palabras en la publicacidén D
Si se relvindica prioridad Andina:
|l Copiadelaprimerasolicitud ]
Traducclén oficial ]
w S1 serelvindica prioridad Unionista:
|| Copia certificada de Ia primera sollcitud: 6
Nota: Debe presentarse dentro de los tres (3) meses, contados a partir de la fecha de radicucién de la solicitud posterior
Traducclén simple A
Capitulodescriptivo 7 |
H Dibujos, planos necesarlos ) i
H Capitulo reivindicatorio !
Tar]jeta archivo propietarios segiin formato . 5 |
H Tar]jeta archivo temdtico segin formato @ ,
» 1
, Extracto para publicaclén segin formato
[ ]
L Wll:lZm Y 6x6 cms
OtrosDocumentos I:I
SOLICITO LA CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION Y DECLAROQUE LA INVENCION ES
-VA DE MI PROPIEDAD
NOMBRE gri . F7i017.671 Btd T.P.No. 2978




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

ﬁ

SIPERIVASTRIA ¥ OO —
' @mm ; G339 e:;fsslﬁ?w Folios:
CHIT @ BOGIT6089-2 | pecha (U ESOCHT 1B

{ REGISTRY/ M1 mmﬂﬂﬁt)

e & 002 PATED ‘D -
’l;;a;;lﬂmla‘ £00 DIVISIC! B2 TUEWRS CRERC .

e e m——
e

RECIBO OFfCIAL ‘BE CAJA

FECk sgéliénaaz 2 0 200 -
st CONSTORA ClOW 1
e e e e e v
'cr. TILLO GRAU Y ASOCIADOSCORSIGHACION BAICE POFULGR  BEGOTA IS0-0U0-6 | I £,820,000.00
L Mt LR M CEP T O ‘
ChT. . RERTISTIC o CwErTo - TOTAL CONCEPTD
1 ~$coos~oz-oi SOLICITUDES oL TRANITES 3 SOL. IE PRTERTE B 14 £18,000.00

TOTAL $ 608,000.00

. SON:  SEISCIENTCS OCHD HMIL PESOS

 REGPONSABLE
o

* RECIBC DE CAJA APLI

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax:2813125
e-mail: info@sic.gov.co -
Santa Fe de Bogota, D.C.,Colombia




..

CIRCUITOS VERSATILES DE MUESTREO DE CARGA

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Tradicionalmente, el muestreo de tensidén es utilizado par nversién
anélogo a digital (A/D). En un muestrador de tensidn un conmutador de muestreo
es colocado entre una fuente de sefial v un capacitor. Entre dos momentos de
muestreo, la tensién del capacitor sigue correctamente la tensién de la sefal. En
el momento del muestreo, el conmutador es desactivado para mantener la tensidn
del capacitor. Los dos procesos se vuelven muy dificiles cuando [a frecuencia de
la sefial aumenta. Para una precisién determinada, el ruido térmico y el ruido de

conmutacion establecen una minima capacitancia permitida, mientras que la
- s

velocidad de seguimiento establece una maxima capacitancia permitida o
resistencia de conmutacién. Ello es imposible cuando ia maxima es menor que la
minima. Mas adn, la fluctuacién de reloj y la velocidad finita de desactivacién
{apertura de muestreo no nuio) hacen impraeciso el tiempo de muestreo. De
hecho, el ancho de banda de un circuito de muesireo de tensién es mucho mas
grande que el ancho de banda de la seflal. Esto hace extremadamente dificil el
muestreo directo de la sefial de radio de alta frecuencia. E| submuestreo puede
reducir |la frecuencia de muesireo pero no el ancho de banda del circuito de
muestreo ni las demandas en fluctuacién de reioj pequefia y abertura pequefia de

muastreo.

RESUMEN DE LA INVENCION

El objeto de la invencién es proveer un circuito de muestreo mejorado y un
método de muestreo de una sefial andloga que supere los problemas arriba

citados.

Con el fin de lograr dicho objeto, la invencidn provee un circuitc de
muestreo de carga (CS) (charge sampling), que comprende un generador de sefial
de contrgl para controlar una sefial de entrada analoga al circuito de muestreo de
carga para ser_integrado por un integrador durante una fase de muestreo que

responde a una sefial de muestreq del generador de sefial de control, en donde la
corriente de la sefial de entrada anéloga es integrada a una [carta integrada]para ?

Circuitos versdtiles de muesireo de carga
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producir una tension proporcional o una muestra de corriente en una salida de
sefial al final de la fase de muestreo.

Un objeto mas especifico de la invencién es proveer un método y un circuito

de muestreo parg muestreo pasabanda.

Este objeto se logra mediante un circuito de muestreo pasabanda 'tgﬂ“r?
rol

(band-pass sampling circuit) que comprende un generador de sefial de ¢co
@. ontrolar un primero y un segundo ei_ct_rgmos de una sefial analoga diferencial
a ser pesada por un elemento de ponderacion y musestreo (WaS) (weighting-and

sampling) durante una fase W&S que responda a una sefial W&S del generador
de sefial de control, en donde la corriente de la sefial analoga pasa por dicho
elemento W&S Unicamente cuando dicha seflal W&S se encuentra en una fase
WA&S, y dicho generador de sefial de control es adaptado para controlar la sefial
de salida del elemento W&S a ser integrado por un integrador durante la fase
WA&S, en donde la corriente de la sefial de salida del elemento W&S es integrada a
una carga integrada para producir una tension proporcional 0 muestra de corriente
en una seiial de salida al final de la fase W&S.

Otro objeto mas egpecifico de la invencion es proveer un circuito BPCS de
dos pasos. Segun la invencion, esto se logra mediante un circuito_@_Ff_C_S_ de dos
pasos, que segln la invencidn, comprende un primer circuito BPCS para producir
muestras de sefial con una primera frecuencia de muestra; un circuito de
i_n_terrupcién para interrumpir Qimétricamente en tiempo, la sefial del primer circuito
BPCS en su salida de sefial o par de salida con la frecuencia de una sefial de reloj
igual a la primera frecuencia de muestra; un amplificador diferencial de salida para
amplificar_diferencialmente la sefal del circuito de interrupcién, en donde la
primera entrada de sefial y la segunda entrada de sefial de dicho segundo BPCS
son conectadas al par de salida de sefial de dicho amplificador (41) para producir
muestras de sefiales en la salida de seflal 0 en el par de salida con una segunda

frecuencia de muestra,

Otro objeto especifico de la invencion es proveer un radio receptor de
muestreo de seccidn de entrada. Segun la invencién, esto se obtiene mediante un
radio receptor de muestreo de seccién de entrada, que comprende un filtro
pasabajos_con un ancho de banda hasta dos veces lg_frecuencia_da reloj, para
re__cigiLz_ﬁ_llr_ar una sefal de radio; un amplificador de bajo ruido para producir
diferenciaimente, de la seiial filtrada, una sefial de radio amplificada; un ascilador

Circuitos versitiles de muestreo de carga



local para producir una seiial de reloj fl9%en su salida de sefial; un desfasador n/2
con una entrada de sefial conectada al oscilador local para producir una sefal de
reloj Q en su salida de sefial con la misma amplitud y desfase n/2 con respecto a
la sefial de rejoj(¢) en donde dos extremos del par de salida de sefial de dicho
amplificador de bajo ruido son conectados respectivamente, tanto al primer circuito
BPCS como ai segundo circuito BPCS respectivamente; dicha salida de sefial de
~reloj(d!Des conectada a la entrada de reloj de dicho primer circuito BPCS, y la
2: salida de la sefial de reloj —Qf)es conectada a la' entrada de reloj del segundo ()
circuito BPCS, para producir muestrasGipde banda de base de la sefial de radio
en la salida de sefial o par de salida del primer circuito BPCS, muestras -Q@de
banda de base de la sefial de radio en la salida de sefial o par de salida de dicho

segundo circuito BPCS.

Una ventaja del circuito de muestreo de carga segun la invencion es que el
ancho de banda del circuito de muestreo de carga no tiene que ser mucho mas
grande que el ancho de banda de sefial. Otro antecedente importante es que para
una seiial de radio, no importa qué tan alta sea la frecuencia de la portadora, el
ancho de banda de sefial (la banda de base) sigue siendo una pequefia fraccion
de la banda completa entre DC a la frecuencia de la portadora. Por lo tanto, no se
requiere convertir la banda completa sino solamente la banda con la seiial.

Las frecuencias de las 'sefiales que posiblemente vayan a ser muestreadas
por los circuitos CS o por los circuitos BPCS son més altas o mucho mas latas que
las de los circuitos de muestreo de tensién a una precisién determinada.

Los capacitores de muestreo utilizados en los circuitos CS o en los circuitos
BPCS son méas grandes 0 mucho més grandes que los utilizados en los circuitos
de muestreo de tensién, ofreciendo ventajas de bajo ruido y paso bajo de reloj y
carga.

SimultAneamente, cada circuito BPCS es un filtro, un mezclador y un
muestreador, lo que simplifica mucho un radio receptor.

Los circuitos BPCS pueden trabajar directamente en la banda de |a radio
frecuencia, |0 cual hace posible un radio receptor altamente digitalizado con
muestreo de seccion de entrada y conversion A/D.

Circuitos versitiles de muestreo de carga



Tanto la frecuencia central como el apcho de banda de un circuito BPCS
pueden ser programados facilmente. El ancho de banda puede ser angosto como
se requiera, equivalente para que tenga un valor -Qg)ilimitado.

Los circuitos CS y BPCS son sencillos y pueden ser implementados
faciimente en el CMOS o en otros procesos.

Esta técnica es muy util para el propésito de un sistema en chip que

requiere una arquitectura sencilla y altamente digitalizada.

|
Se debe hacer énfasis en el sentido de que los términos palabra

“comprende” 0 "que comprende® cuando se utilizan en esta especificacion, deben
ser tomados para indicar la presencia de propiedades sefialadas, enteros, pasos o
componentes y no excluye la presencia o la adicion de una o més propiedades,
enteros, pasos, componentes 0 grupos de lo mismo.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Con el fin de explicar la invencién en mayor detalle y las ventajas y
caracteristicas de la misma, a continuacion haremos una descripcion de una
realizacion preferida, haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los cuales:

La FIGURA 1A es un diagrama de bloque de una primera realizacién de un
circuito de muestreo de carga (CS) (¢ ing) segun la invencion.

La FIGURA 1B muestra“las formas de onda de trabajo del circuito de
muestreo de carga (CS) {chab @) de la FIGURA 1A .

La FIGURA 1C muestra la respuesta de frecuencia del circuito de carga
(CS) (charge circuit) de la FIGURA 1A.

La FIGURA 2A es un diagrama de bloque de una primera realizacion de un

de circuito de muestreo pasaband (band-pass sampling circuif) segun la

invencion.

La FIGURA 2B muestra las formas de onda de trabajo del circuito de

muestreo pasabanda (BPCS) (barﬂiw cirouit) DE LA figura 2 a.

La FIGURA 3 &s un diagrama de blogue de una primera realizacion de un
circuito BPCS diferencial segun la invencién.

Circuitos versitiles de muestreo de carga



La FIGURA 4 es un diagrama de bloque de una primera realizacion de un
circuito BPCS diferencial paralelo segtn la invencion.

e

La FIGURA 5 muestra una ilustracidon de |a funcién de filtro de los circuitos

BPCS segun la invencion.

La FIGURA 6A es la respuesta de frecuencia ideal de un circuito BPCS de

——————

ponderacién constante segun la invencién,

La FIGURA 6B es la forma de onda de muestra de salida de un circuito
BPCS de ponderacion constanta con n=10. \

La FIGURA 7A muestra las respuestas de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacién constante con n=50.

La FIGURA 7B muestra las respuestas de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacidn constante con n=500.

La FIGURA 8A muestra las respuestas de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacién lineal con n=50.

La FIGURA 8B muestra las respuestas de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacién lineal con n=500.

La FIGURA SA muestra las respuestas de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacion Gauss con n=75 y n=87.

La FIGURA 9B muestra las respuestas-de frecuencia ideal de un circuito
BPCS de ponderacién Gauss con n=750 y n=870.

La FIGURA 10 es un diagrama de circuito de la primera realizacion del
circuito BPCS diferencial de la FIGURA 3.

La FIGURA 11A muestra el diagrama de circuitos segun la FIGURA 10 con
n=10 en ponderacion constante a 1000 MHz.

La FIGURA 11B muestra el resuitado de la respuesta de frecuencia del
circuito en la FIGURA 11A.

La FIGURA 12A es el diagrama de circuitos segun la FIGURA 10 con n=59
en ponderacion lineal a 1000 MHz.

Circuitos versitiles de muestreo de carga



La FIGURA 12B muestra el resultado de la respuesta de frecuencia del
circuito de la FIGURA 12A.

La FIGURA 13A muestra el diagrama de circuitos seguin la FIGURA 10 con
n=599 en ponderacion lineal a 1000 MHz.

La FIGURA 13B muestra el resultado de la respuesta de frecuencia del
circuito de la FIGURA 13A.

La FIGURA 14A muestra un diagrama de circuitos de un integrador activo

asimétrico.

La FIGURA 14B es un diagrama de circuitos diferenciales de un integrador

activo.

La FIGURA 15 es un diagrama de bloque de un circuito BPCS de dos
pasos, y

La FIGURA 16 es un diagrama de bloque de una arquitectura de radio
receptor de muestreo de seccion de entrada.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS DIBUJOS

La presente invencion es un circuito de muestra de carga (CCS) (ch
sampling) o un circuito de muestra de carga pasabanda (BPCS) (ban
charge sa ), que muestrea una sefial integrando su corriente en una ventana
dgﬁempo determinada, y la carga que resu@representa la muestra de senal en
el tismpo central de la ventana.

Haciendo referencia a la FIGURA 1 A, alli se muestra una primera
realizacidén de un circuito de muestreo de carga (1) (CS) (charge pling). El
circuito comprende un oonmutadg_(_z_), un integrador {3) y un generador de senal
de oontw_._ El conmutador (2) tiene una entrada de sefal, una salida de sefal y
una entrada de control. Una sefial andloga es aplicada a la entrada de sefial del
conmutador, que es la entrada de seiial del circuito de muestreo de carga (1), y
una sefial de muestrec es aplicada a la entrada  de_control del generador de la
sefial de conirpl(4). El conmutador es activado, es decir, la entrada de sefial es
conectada a la salida de sefal de conmutador, Unicamente cuando la sefial de
muestreo se encuentre en la fase de muestreo. El integrador (3) tiene una entrada

Circuitos versitiles de muestreo de carga



de sefial, una salida de sefal y una entrada de control. La salida de sefial del
conmutador (2) es aplicada a la entrada de sefial del integrador (3) y una sefal de
reposicion del generador de la seilal de control (4) es aplicada a |la entrada de
control del integrador {3). La carriente de |a sefial de entrada analoga al circuito
CS (1) es integrada durante la fase de_ muestreo, y la carga integrada produce una
tension proporcional,0 muestra de corriente en la salida de sefial del circui!.o_(_:S al
final de la fase de muestreo.- La muestra es mantenida hasta que comienza la
fase de reposicion de la sefial de reposicién, y el intervalo de tiempo entre ello es
la fase de retencién. Una secuencia de muestras as producida cuando las fases
son repetidas, y la salida de sefial es la salida de sefial de dicho circuito CS. El
generador de la sefal da_control {4) tiene una entrada_de reloj, que es la entrada
de reloj del circuito CS, una salida de sefial de muestreo conectada a la entrada
de control gel___conmutador (2) y una salida de sefial de reposicion conectada a la

entrada de control de integrador (3) como ya se dijo.

En realizacién, el integrador (3) comprende un capacitor (3-1) un
conmutador de reposicié_r_L(S-2) Y un resistor opciow). Sin embargo, en
otras realizaciones el integ_rador (3) puede tener una configuracién diferente. Una
sefal andloga es aplicada a la entrada del cogmutador de muestreo (2). Segun
se describe, el proceso de muestreo de\jcarga implica tres fases sucesivas:

€ reposicién,@'nuestreo (t; a ta) @oﬁencién. El tiempo de t a 12 se define como Ia
ventana de muestreo. La FIGURA 1B muestra sus formas de onda de trabajo.
Durante la fase de reposicién, unicamente el conmutador de reposicién @_-_2) es
activado y el capacitor (3-1) es reiniciado. Durante la fase de muestreo, solo el
conmutador de muestreo (2) s activado, vy la corriente de sefal es integrada en el
capacitor (3-1). La constante de tiempo es lo suficientemente grande como para
poder obtener una carga lineal cuando la sefial proviene de una fuente de tensién
{como es el caso comun). Si la resistencia activada (on) del conmutador (2) es
demasiado peqyiﬁ_a. se puede agregar el resistor opcional (3-3). Durante la fase
de retencién, ambos conmutadores estdn desactivados y se mantiene la tensién
de salida del integrador (3) para uso posterior. Un par de circuitos CS conectados
entre si y que forman un circuito CS diferencial, proveen salidas diferenciales para

{ cancelar los efectos de modo comun, utilizando una sefial de entrada diferencial @

dl genarador de la sefial de control (4). Los circuitos CS o los

circuitos pares son utilizados en paralelo para aumentar la frecuencia del muestreo

y hacer que el intervalo de tiempo entre dos puntos de myestreo sea posiblemente
menar que la ventaja de muestreo, intercalando e%npo tanto la sefal de N

7
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muestreo como la sefial de reposicion. La comiente de\%;;l puede ser \
representada como I(t) = Zlsin (ot+d), i=1, 2, ..., m. La carga integrada total es
Q=XQi, donde Qi = (life) (cos (ot1+ .1)). Sits &8 el tiempo central de la ventana
de muestreo, y 2A= (t2-11) s el ancho de la ventana, Q, = (2sin (oiAt/wi) lisin (oity+

@) = 24t (sin{e At) / (o At)) Iisin (aite+01).

En comparacién con el valor instantaneo del componente i-8simo en t,, Ii(ts)

= I.sm(cm ts+ D)), Ia dlferenc|a es Ki=2At (sin(o) At)/(m At)), un coeficiente de
muestreo de la frecuencia o y At. Con esig coeficiente, el >d
componente de frecuencia i-6sima ha sido muestreado exactamente en el tiempo
tse. Puesto que todos los componentes de frecuencia son muestreados en t,, la
carga total en el capacitor representa naturaimente la muestra de sefial ent,, es
decir, t, es el _ginto de tiempo de muestreo equivalente. La respuesta de
frecuencia del circuito CS depende de la funcién sin{a, At)i(m At), ilustrado en la
FIGURA 1C. Su ancho de banda de 3 dB es igual a Afss @ 2nAt), es decir, 1/0
GHz para una ventana de muestreo de 450 ps, independientemente de la
resolucién. Sin embargo, para muestreo de tension la abertura de muestreo debe
ser menor que 1 ps para una resolucion de 8 bits a 1 GHz. Puesto que la funcién
sin{ay At)/( At) es bien definida, se hace posible la compensacién de frecuencia.
Una forma es dejar que la seiial andloga pase por una red ¢on una respuesta de

frecuencia de (o At)/sin{ay At) antes del muestreo. Otra alternativa es usar
&procesamiento d&f{;gital (DSP) (digital _signal processing) luego de la &

conversion A/D para compensar la respuesta de frecuencia. 4-}5-9
w T pa

Ademas, un circuito de muestreo de carga pasabanda m {band pass
charge sampling circuil) comprende dos conmutadores, un elemento ponderacion J?’J
y muestra (W&S) (weighting and sampling) un integrador y un generador de sefial
de control que genera un reloj, un reloj inverso, una sefial W&S y una sefial de
reposmlénwos extremos de una sefial dlferenclal son aplicados respectivamente
a las dos entradas del conmutador. Los dos oonmutadores. controlados por el
reloj y por el reloj inverso, respectivamente, son activados de manera altema.

Ambas salidas del conmutador son alimentadas a la entrada del elemento W&S.
La salida del elemento W&S es alimentada a la entrada del integrador y funciona
en tres fases sucesivas: reposicidn, muestreo yofetenclén Durante la fase de

reposicion, el integrador es reiniciado por la sefial de reposicion. Cada fase de
muestreo incluye n_cicios da_reloj, durante los cuales ia corriente de\gefal es
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ponderada en el elemento W&S e integrada en el integrador. Durante la fase de
retencién se mantiene la salida del integrador.

La F@URA 2A muestra una realizacién de un circuito de muestreo de carga
pasabanda (BPCS) (5). Este circuito comprende dos conmutadores (2A___!3B), un
elemento de ponderacién y muestreo (W&S) (6), un integrador (3) y un generador
de sefial de control (7).que genera un reloj, un reloj inverso, una seflal W&S y una
sefal de reposiciéT?%:s extremos de una sefial andloga diferencial son aplicadas
a las entradas de los conmutadores 2A y 2B respectivg[_n_gf_lte. Los conmutadores
2A y 2B, controlados por el reloj y por el reloj inverso, respectivaments, son
activados de manera _al_tgmé. Ambas salidas del conmutador 2A y 2B son
alimentadas a la entrada del elemento W&S (6). La corriante que pasa por el
elemento W&S (6) es controlada por la sgfial\V&S. La salida del elemento W&S

><(6) es alimentada a la entrada del integis Cada proceso BECS implica @ ‘ m

fases sucesivas. reposicion, muestreo . La FIGURA 2B muestra |a3
formas de onda de trabajo. Durante la fase de reposicion, el integrador es
r_g_i_q_i_g_i_ado. Cada fase de muestreo incluye n ciclos de reloj que forman una
ventana de muestreo. La corriente de sefial que pasa por elemento_!\fj_.g es igual
a cero fuera de la ventana de muestreo y es ponderada de acuerdo con la funcion
de ponderacién (constante, lineal, Gauss u otras funciones). La funcion de
ponderaciéon depende de la combinacion del elemento W&S (6) y la sefial W&S.
Las tres senales W&S que se muestran en la FIGURA 2B, correspondientes a las
tres funciones de ponderacién (copstante, lineal y Gauss) son utilizadas
especificamente para un slemento W&S en el cual la corriente es controlada
linealmente por la sefial W&S. Durante la fase de retencién, se mantiene la
tension de salida del integrador (3) para uso posterior.

v’

La FIGURA 3 muestra un circuito BPCS diferencial (8). Este circuito
oompr;nde 4 conmutadores; 2A, 2B, 2C y 2D, un elemento W&S diferencial (D-

W&S) [9), un.integrador diferencial_ggl y un generador de sefial de contr_gl_g_)_
segﬁr:%n{m';n. El tipo ilustrado del elemento D-W&S (9) comprende dos
elementos W&S paralelos (6A y 6B), y el tipo ilustrado del integrador diferencial
comprende dos integradores paralelos (3A Y 3B). El elemento D-W&S (9) y el
integrador diferencial (10) pueden _ser de otras fipos. El circuito BPCS diferencial
(6) trabaja de !a misma forma que el circuit_ofBPCS asimétrico (5), salvo
producir diferencialmente dos salidas. El circuito BPCS diferencial (8) cancela de

manera efectiva los efectos de modo comun y produce resuitados mas exactos.
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La FIGURA 4 muestra un circuito BPCS diferencial paralelo (11).
Comprende cuatro con_r-nutadores (2A, 2B, 2C y 2D) un numero de elementos D-
W&S (9A, 98._._.._93(), un ndmero d;;tegradore—saferenciales (10A_10B, /..., 10X}
un multiplexor (MUX) (12) y un generador de seiial de control (13) segur tonexion. '
Cada par del elemento D-W&S y el integrador diferencial (SA+10A, 93110_9_.
25119&.- junto con los conmutadores 2A, 2B, 2C y 2D trabajan de la misma forma
que el circuito BPCS diferencial (8). Las sefiales WA&S y las sefales de reposicién
a estos pares, .deneradas por el generador de la sefial de control (13) son
intercaladas iempo de manera uniforme. El MUX {12) multiplexa las salidas de
los integradores diferenciales (10A.-108,-..., 10X a las salidas diferenciales cuando
se encuentran en la fase de retencién, controlado por la sefiales de multiplexion
del generador de la sefial de control (13). Como_un todo, el circuito BPCS parale!o
produce una frecuencia de muestreo més alta y hace que el intervalo de tiempo
entre dos puntos de mues@reo sucesivos sea posiblemente menor que la ventana
de muestrgo. Silos conmutadores (2C Y 2D) son retirados, y los elementos W&S
diferenciales y los integradores diferenciales son reemplazados por versiones
ag_i@_t_r_i_.cas. ol circuito BPCS se convierte en un circuito BPCS paralelo asimétrico.

La FIGURA 5 ilustra £a funcién de filtro de los circuitos BPCS. De arriba
hacia abajo, la frecuencia aumenta de DC a 3f ., donde f. es la frecuencia de relo;.
Obsérvese que durante la fase de reloj negativa, la misma sefial es conectada
opuestamente, lo cual se refieja en el diagrama cambiando el signo de la sefial. La
FIGURA 5 hace una lista de las amplitudes normaiizadas de las cargas que
resulfén) es decir, las sumas de las Areas, integradas en n ciclos de reloj. Es obvio
que para las sefiales de entrada con frec_y_encias muci-'l-; mas aitas o mas bajas
que f;, las cargas se cancelan entre si, @so complatanwgg_c'é_@
una salida ntﬁaj Para sefiales de entrada con cierlas frecuencias como f/4, fo/2,
2f,, ..., las cargas son canceladas completamente independientemente de sus
fases. Para sefiales de entrada con frecuencias cercanas a f., las cargas son
canceladas solo parcialmente. Cuando f.=f., las cargas son agregadas
completamente a cada una si esta en fase con f;, y completamente canceladas
cuando esta en fase n/2 con f; (no se muestra en la FIGURA 5). Hay un ancho de

banda en el que las cargas de serial pueden ser integradas de manera efectiva.
Fuera del ancho de banda, las cargas de sefial son canceladas completamente o

casi completamente. Obviamente, esta es una funcién da filro. Ello quiere decir, ™
que el ruido@oﬁ frecuencias fuera del ancho d_\e_banda también sera cancelado. C/
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La FIGURA 6A muestra una respuesta de frecuencia ideal de un circuito
BPCS, que corresponde a una integraciébn matematicamente precisa de la

corriente de sefial ea? la ventana de muestreo. En la FIGURA 6 A se presume

n=10 y ponderacidn constante; ello significa que la ponderacién de la corriente se

mantiene constante en la ventana de muestreo de 10 ciclos de reloj. Ademas, la 0

FIGURA 6A muestra la respuesta de frecusncia de f,,=0 a f,=8, don I eje@@

es la maxima amplitud de salida de los diferentes componentes d%encia

normalizada por la maxima amplitud de salida en todo el rango de frecuencia Q

mientras que el eje@g es frecuencia de salida normalizada por f.. Puede

observarse que la misma respuesta de frecuencia es repetida luego de fi,>2¢, pero

con amplitudes mas bajas. La frecuencia de salida fux 05 igual a |fi,-(2p1)f} para

2(p-1)f<fin<2pf., donde p es un entero (>1). Cuando fi,-{2p1)f;, la salida es un Q
ion DC, y su amplitud depende de la relacion de fase de fn y fe. Paraén p )

dadal la misma frecuencia de salida se obtiene para frecuencias de entrada fin ,
p-1)fc ¥ fie (>(2p-1)fc) cuando (2p-1)fe-fini=finz-(2p-1)fc, pero sus fases son

diferentes. La FIGURA 6B muestra las formas de onda de muestra de salida a

gﬂe_rggtisj‘gmengla_g_de entrada con ‘fj=1000 MHz y las fases | (linea gruesa) LQ_

(Iigia_gl_l_r_lta__gga). La FIGURA ilustra que el circuito ?303 s un fiItro.’__Lin

m_g_z_c_la_a_g_or y un muestraqor. simultaneamente.

p———

En las FIGURAS 7A y 7B _se muestran las respuesias de frecuencia
ideales de un circuito BPCS de ponderacidn constante con n=50 y n=500. La
FIGURA 7 A muestra la respuesta de frecuencia con n=50 en el rango de 0< fis
>2f. y en el rango fino @ ¢ @ La FIGURA 7B muestra la respuesta
de frecuencia con n=500"8nh el rangd de O<fi,<2f;, y en el rango fino de
.,. Puede observarse que Af 8f; con n=50 y Af;uc
con n=500, es decir, el ancho de banda es inversamente proporcional a n.  Las
amplitudes de los componentes de frecuencia lejana se reducen con el aumento
de n, pero los méximos picos adyacentes en ambos casos permanecen casi sin

cambio, alrededor de —13 dB.

Las FIGURAS 8A y 8B muestran respectivamente, una respuesta de
frecuencia ideal de un circuito BPCS de ponderacién lineal con n=50 y n=500.
Ponderacion lineal significa que durante la_fase de muesireo el peso de la
corriente es primero aumentada lineaimente y luego reducida linealmente,
simétrica al ceniro de la ventana de muestreo. La FIGURA 8 A muestra la
respuesta de frecuencia con n=50 en el rango de O<fin<2f,, y en el rango fino, de

gdin@.,. La FIGURA 8B muestra la respuesta de frecuencia con n=500 en el
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rango dg 0<fin<2f,, y en el rango ﬁng,_ <fin<1.01f;. Puede observarse que
=0.

Af. 025f. con n=50 y Afu con n=500, aumenta levemente en
comparacion con los casos de ponderacion constante. Las amplitudes de los
componentes de fracuencia lejana son reducidos rapidamente con el aumento de
n. Los maximos picos adyacentes son reducidos a —26 dB y a —27 dB
respectivamente, en comparacidn con los de los casos de ponderacién constante.

En ias FIGURAS 9A y 9B se muestran las respuestas de frecuencia ideal de

un circuito BPCS de ponderacion Gauss,_Popderacion Gauss significa que duranf \4
(-

la fase de muestreo, el peso de la corriente varia segth la funcién Gauss
t2/26%))para un ¢ dado, simétrico al centro de la ventana de muestreo. La relacion

o, donde At es la mitad de la ventana de muestreo y o es el desvio estandar, es
un pardmetro de ponderacion. La FIGURA SA muestra las respuestas de
fracuencia de n=75 con AU@FB? con At/o=4 respectiyamente en el rango
de O<fi,<2f.. Los anchos de banda de 3 dB son ambos .- . La FIGURA 9B )0
de n=750 con Atlc n=870 con At/o=4
@. Los anchos de banda de 3 dB son
los componentes de frecuencia lejana y los

muestra las respuestas de frecuencis

respectivamente en el rango de
ambo@ﬂ,. Las amplitudes U€
picos adyacentes son reducidos sustancialmente con la ponderacién Gauss. Los
méximos picos adyacentes son entre -61 dB y —7_8 dB.

~
C\ La FIGU m uestra una implementacion (1_41) del nlcleo del circuito
BPCS diferencial (8). Los conmutadores temporizados son transistores n-MOS (15
A, 15B, 15C y 15D. Los elementos W&S son transistores n-MOS (16A y 16B). Los
conmutadores de reposicién son transistores n-MOS (18 A y 18B). Los
capacitores son capacitores MOS en chip (17 A y 17B). Los relojes son ondas
sinucsas pero también se pueden utilizar ondas casi cuadradas. La
implementacién (14) funciona en todos los procesos CMOS. Sin embargo, los

parametros de un proceso CMOS d son utilizados en la simulaciones

HSPICE. Las siguientes tres implementationes se basan en la implementacién
!._______- .

(14) con valores de componente particulares y parametros de sefial W&S.

La FIGURA 11A muestra una implementacion ({19) con n=10 en
ponderacién constante a fc=1000 MHz. Los conmutadores temporizados son

transistores n-MOS (20A, 20B 20C y 20D) Los elementos W&S son transistores n-
MOS (21A y 21B). Los conmutadores de reposicién_son transistores n-MOS (23 A
um (ancho/longitud). Los O
ambos 40 pF.) E! ancho de la sefial

y 23B). Todos tienen el tamafio minimo, 2

‘9

capacitores son capacitores MOS (22A y 22
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W&S de ponderacion constante es 10 ns, correspondiente a n=10. La méxima
tensidn diferencial de muestreo de salida es alrededor de 100 mV. La FIGURA
11B muestra la respuesta de frecuencia tedrica en linea gruesa y la frecuencia
;-i-r;l_ulada HSPICE en llnea punteada para fh=90(5100 MHz. La respuesta de
frecuencia simulada es estrechamente de acuerdo con |a respuesta de frecuencia
tedrica. En ambos casos, los maximos picos adyacentes son —13 dB y Afsgp=18

MHz.

La FIGURA 12A muestra una implementacién (24) con n=59 en
ponderacion lineal a f.=1000 MHz. Los conmutadores temporizados son

\
x

transistores 25 A, 25B, 25C y 25D, todos con un tamafio aumentado de 10 pm)Q

um. Esto hace que las comrientes de sefial sean dominadas por los elementos
WA&S y no por los conmutadores. Los elementos W&S son transistores n-MOS
(21A y 21B) 2 unt! )8 n. Los conmutadores de reposicion son transistores n-
MOS (23Ay 23B), 2 @ . Los capacitores son capacitores MOS (22A y 22B)
ambos 40 pF. El ancho de la sefal W&S de ponderacién lineal es 59 ns,
correspondiente a n=59. La maxima tension diferencial de muestreo de salida es
alrededor de 100 mV. La FIGURA 12D muestra la respuesta de frecuencia teérica
en linea gruesa, y la respuesta de frecuencia simulada HSPICE en linea punteada
para f,=80¢C) 100 MHz. Bdsicamente, la respuesta de frecuencia simulada es de
acuerdo con la respuesta de frecuencia tedrica. Ambas tienen Afsgs-21 MHz. Sin
embargo, para la implementacién (24), el méximo pico adyacente es —30 dB, mas
bajo que el de la respuesta tedrica. Esto se debe a que la conductancia de los
transistores (21 A o 21B) o varia linealmente con la sefial W&S lineal. La funcién
de ponderacion real es entre la funcién lineal y la funcién Gauss.

La FIGURA 13A_muestra una implementacion (26) con n=599 en
ponderacion lineal a f.=1000 MHz. Lmutadores temporizados son
0s)

transistores (25A, 25B, 25C y 25D) 10 umt um. Los elementos W&S son
transistores n-MOS (27A y 27B), 2 um/16 um. Obsérvese que las longitudes de 27
A y 27B aumentan a 16 um para limitar la corriente de sefial y la tensiéon del
capacitor durante dicho periodo largo de carga (599 ns). Los conmutadores de
reposicion son transistores n-MOS (23A y 23B) 2 p @ m. Los capacitores son
capacitores MOS (28A y 2BB El ancho de la seifial W&S de
ponderacion lineal es de 599 ns, correspondiente a n=599. La maxima tensidn
diferencial de muestreo de salida es alrededor de 100 mV. La FIGURA 13B
muestra la respuesta de frecuencia tedrica en linea gruesa, y la respuesta de
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frecuencia simulada HSPICE en linea punteada para f,=990-1010 MHz.
¥53|camente la respuesta de frecuencia-simulada es de acuerdo con la respuesta q
ede frecuencia tedrica. Ambas tlenenﬁ?:! MHEjor la misma razbn que se
menciona arriba, el maximo pico adyacénte de la implementacion (26) es —30dB
mas bajo que el de la respuesta tedrica.

Las FIGURAS 14A y 14B muestran integradores activos para mejorar la
oscilacion de salida y la linealidad, respectivamente. La FIGURA 14A &fra un
integrador_activo asimétrico (29). Este 'integrader com amplificador
diferencial IN QUT (30), un inversorr_QS). un capacitor((319 yjeonmutadores (32, >q
33 y 34) tal como estan conectados. Un integrador activo”siempre mantiene la
entrada de sefial en un terreno virtual, eliminando el impacto de la tension del
capacitor en la cormriente de sefial. E! ancho de banda del amplificador (30) solo

” \
p la seiial y no la portadora, lo que lo hace posible.
una sefial de reposicion invertida con un retardo,

‘requiere cubrir
El inversor (35) produ
utilizando la sefial de reposicion como la entrada, para controlar el conmutador
(33) mientras que la sefial de reposicién controla los conmutadores (32 y 34).
Durante la fase de reposicion, los conmutadores (32 y 34) son activados y el
conmutador (33) es desactivado. La tensidn del capacitor {31) es reiniciada a la
contratension de entrada del amplificador (30). Durante la fase de muestreo, los
conmutadores (32 y 34) son desactivades y el conmutador (33) es activado. El
capacitor (31) es cargado por la corriente de sefial. Al mismo tiempo, la
contratension del amplificador (30) es cancelada. La FIGURA 14B muestra un
integggg_ggﬁ_uo_giﬁerencial (36). Este integrador comprende un amplificador
difepencial de entrada y sa!id_a@_? ), dos capacitores (31 Ay 31B), un invgr_sg_@S)

nmutadores { 32A, 32B, 33 A, 33B, 34A y 34B). Basicamente, el integrador
funciona de la misma forma que el integrador (29), salvo que utiliza una sefial de
entrada diferencial y produce salidas diferenciales. E} integrador {29) puede
reemplazar el integrador (3) en la FIGURA 1A, miantras que el integrador (36)
puede reemplazar el integrador (10) en la FIGURA 3.

La FIGURA 15 muestra un circuito BPCS (38) de dos pasos. Este circuito
compFende un primer circuito BPCS (39), un circuito de interrupcidon (40), un
ampliﬁcadogﬁl), un segundo circuitc?lFéS (42), y un generador de sefial de reloj
(43) que genera un segundo reloj. EIl primer circuito BPCS (39) y el segundo
circuito BPCS (42) puede ser de cualquier tipo de los circuitos BPCS (5, 8, 11.
19,24 y 26). Al primer circuito BPCS (39) dos extremos de una sefial analoga

diferencial son aplicados a sus dos entradas respectivamente, y un primer reloj es
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aplicado a su entrada de relgj, Las muestras de sefial con una primera frecuencia \‘\h
de muestr@gﬁla‘s@?i_ﬁ@s (39) y alimentadas al circuito X
de interrupcién (40). Las muestras son interrumpidas simétricamente en tiempo,
controladas por el segundo reloj. Del circuito de interrupcién (40), la sefial
interrumpida con una nueva fracuencia portadora igual a la frecuencia de
interrupcion es alimentada al amplificador (41), y las sefiales diferenciales
amplificadas son alimentadas a dos entradas del segundo circuito BPCS (42)
respectivaments, Controlado por el segundo reloj, el segundo circuito BPCS (42)
produce la salida de musestra final con una segunda frecuencia de muestra. El
circuito BPCS (38) de dos pasos da flexibilidad en el intercambio de rendimiento.

\Los circuitos BPCS en méas pasos pueden ser construidos con base en el circuito i
BPCS 38 de dos pasos.

La FIGURA 16 muestra la arquitectura de un radio recegtor M

® M@ Este radio receptor comprende_un filiro pasabajos (45)
con foass<2fe, UN ampﬁ!icador de bajo ruido (LNA W hoise amplifier)
diferencial de salida? dos circuitos 47A y 47B, un desfasador de 90° (48) y un
oscilador local (49). La seifial de radio de la antena es aplicada a la entrada del
filtro pasaba};s_—- (45). Los componentes de frecuencia por encima de_2f; se
atentan. La salida del filiro pasabajos (45) es alimentada al LNA (46) para
;;&:mir salidas diferenciales con una amplitud suficientemente gr;rge. Las
salidas difsrenciales son alimentadas a las entradas de los circuitos BPCS (47A y
47B_)_ﬂllténeam§_rltg, Al mismo tiempo, la sefial de reloj@producida por 8l
oscilador local (49) es alimentada al circuito BPCS ( 47A) mientras que la sefial de
relojX@reproducida por el desfasador de 90° (48) de la sefial de relojg@es/v
alimentada al circuito BPCS (47B). Los circuitos BPCS (47A y 47B) producen
muestrasGIgy muestraseddrespectivaments. Las salidas de muestra pueden ser )Q
convertidas a datos digitales inmediatamente o tratadas posteriormente. Los
circuitos 47A y 47B pueden ser cualquiera de los circuitos BPCS 5, 8, 11, 19, 24y
26. Los integradores en estos circuitos pueden ser integradores pasivos o
integradores activos. La arquitectura del radio receptor (44) tiene funciones de
filtrado, mezclado y myestreo simultdneamente en la seccién de entrada, lo que
relaja las demandas de funcionamiento en conversion A/D, evita filtros analogos y
utiliza bastante la capacidad del DSP. En principio, cualquier ancho de banda
angosto, es decir cualquier valor Q alto, es posible. La frecuencia central de la
funcién de filtrado puede ser programada facilmente. Sin duda es una arquitectura
superior de radio receptor con un amplio aicance de aplicacién.
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Los capacitoras de muestreo utilizados en los circuitos CS y BPCS son
mucho mas grandes que los que se utilizan en un circuito muestreador de tension,
dando como resultado ruido bajo y carga baja y paso del relo;.

El circuitco BPCS es simultdneamente un filtro, un mezclador y un
muestreador, capaz de trabajar a radio frecuencias. La frecuencia central, el
ancho de banda y la selectividad adyacente pueden ser establecidos por la
frecuencia de reloj, el numero n y la forma de la seiial W&S, particularmente Utiles
para radio receptor de muastreo de seccién de entrada y sistema en chip.

Debe entenderse que aunque en la descripcion se establecen varias
caracteristicas y propiedades de la presente invencién, junto con detalles de la
funcién de la invencidn, el contexto revelado es solo para fines ilustrativos y que
se podran hacer cambios dentro del alcance de la invencion definida por las

siguientes reivindicaciones.
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1. Un circuito de muestreo de carga (CS) (1) caracterizado por un \ f7
generador de sefial de control (4) para controlar una sefial de ada analoga al ?U‘-L ¢
circuito de muestreo de carga (1 mﬁm—%
una fase de muestreo en respuesta a una sefial de muestreo del gm;rador de

\seﬁal de control (4), en donde la corriente de la sefial de entrada anéloga es Q
~

F‘—.—-—
ntegrada a una carga nnte‘gg%ara producir una tensidn proporcional o muestra
e carriente en una salida de sefal al final de la fase de muestreo.

REIVINDICACIONES: [

2. Un circuito . cle_inu?s_treo de carga (CS) (1) segun la reivindicacién 1, po 2 )
caracterizado éor un oonmutadm que tiene una entrada de sefial (yrlf" r
para sefiales de entrada analoga, una salida de sefial conectada a una entrada de

sefial de dicho integrador (3), y una entrada de control conactada a una salida de '
sefial de muestreo de dicho generador de sefial de control (4) para controlar el

conmutador para que sea activado unicamente cuando dicha sefial de muestreo

del generador (4) se encuentre en una fase de muestreo.

3. Un circuito,de muestreo de carga (CS) (1) segun la reivindicacién 1 6 2,
caracterizado eI generador de sefial de control (4) es adaptado para M
controlar el integrador (3) para mantener la muestra hasta que una senal de

reposicion del generador (4) sea aplicada a una entrada de control del integrador -

(3).

4. Un circuito de muestreo de carga (CS) (1) segtin cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 3, caractorlzad )d c/\ ! o{,

&!
W

si dicha fase de muestmml tiempo t; al tiempo tz;, dicha muestra
representa e'I valor instantaneo de dicha sefial analoga en el tiempo t4={(t;,+12)/2 ¥
se diferencia de dicho valor instantaneo con un coeficiente compuesto de una
parte constante y una parte dependiente de frecuencia (sin(2rfiAt))/2xfiAt), donde f)

es la frecuencia del componente i-6simo de dicha sefial andloga y At = (1-t,)/2, es

decir la mitad del ancho de dicha fase de muestreo.
\ P o=
CJ 5, Un circuito diferencial de muestreo de carga (CS),(Gatracterizado
N .

——

’_ 1 - -
Biivndicacionds

4.\que tiene, en donde todos los generadores de seflal de control de dichos
circuitos CS son reempiazados por un generador de sefial de control (4) comun, la
entrada de seiial de dicho primer circuito CS es una primera entrada analoga de

! un primero y un segundo circuito CS segun cualquiera de las
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dicho circuito CS diferencial, la entrada de sefial de dicho segundo circuito CS es
una segunda entrada de dicho circuito CS diferencial para una sefial andloga
diferencial, la salida de sefial de dicho primer circuito CS y la salida de sefial de
dicho segundo circuito CS son la primera salida de sefial y la segunda salida de
sefal de dicho circuito CS diferencial.

6. 'Un circuito  diferencial de muestreo de carga (CS) segin la ()
reivindicacme el integrador (3) de dicho primer circuito \ '
CS y el integrador (3) de dicho segundo circuito CS @In solo integrador J Y.J-a '
diferencial con dos entradas para integrar la corriente diferencial de dicha seﬁau \ M

andlog : uestras diferenciales en dicha primera salida de sefial y
en dicha saegunda salida de sefial. D
Y

CB 7. {Un_circuito da_muestreo de carga pasabanda (BPCS)) (5),

caracterizado(por un generador de seiial de control (7) para controlar un primero
y un segundo extremo de una seiial andioga diferencial que vaya a ser ponderada
por un elemento de ponderacién y muestreo (W&S) (weighting and sampling) (6)
durante una fase W&S en respuesta a una sefial W&S de dicho generador de
sefial de control (7), en donde la corriente de dicha sefial analoga atraviesa dicho
elemento W&S (6) unicamente cuando dicha sefial W&S se encuentra en una fase
Wa&S, y dicho generador de sefial de control (7) es adaptado para controlar (a
sefial de salida de dicho elemento W&S (6) para ser integrado por un integrador
(3) durante dicha fase W&S, en donde la corriente de la sefial de salida de dicho
elemento W&S (6) es integrada a una carga integrada para producir una tension
proporcional o muestra de corriente en una salida de sefial al final de dicha fase
W&S.

8. Un circuitc de muestra de carga pasabanda (BPCS) (5) segun la
reivindicaciéon 7, caracterizado 'por un primer conmutador (2A) que tiene una
entrada de sefial para racibir un primer extremo de dicha seiial anéloga diferencial,
una salida de sefial conectada a una entrada de sefial de dicho elemento (W&S)
(6) de ponderacién y muestreo y una entrada de control conectada a una salida de
reloj de dicho generador de sefial de control (7) para controlar el conmutador (2A)
bara que solo se active cuando se reciba una sefial de reloj, un segundo
conmutador (2B) que tiene una entrada de sefial para recibir un segundo extremo
de dicha sefial analoga diferencial, una salida conectada a dicha entrada de sefal
de dicho elemento (W&S) (6) de ponderacion y muestreo, y una entrada de control
conectada a una salida del reloj inverso de dicho generador de sefial de control (7)
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para controlar el conmutador (2B) para gque solo se active cuando se reciba una
sefal de reloj; dicho elemento (W&S) (7) tiene una entrada de control conectada a
una salida de sefial W&S de dicho generador de sefial de control, en donde la
corriente de dicha sefial andloga pasa por dicho elemento W&S (6) solo cuando
dicha seflal W&S se encuentra en una fase W&S que contiene n ciclos de dichos
relojes, y la comriente de dicha sefal andloga es controlada por dicha sefial W&S
en funciones constantes, lineales, Gauss u otras funciones de ponderacién, y un
integrador con una entrada de sefal conectada a la salida de dicho elemento W&S
(6), una entrada de control conectada a una salida de seflal de reposicion de dicho
generador de sefial de control (7).

9. Un circuito de muestreo de carga pasabanda (BPCS) (5) segun la
reivindicaciéaracterizado en que el generador de sefial de control (7) es
adaptado para controlar el integrador para que retenga ila muestra hasta cuando
comience la fase de reposicion de dicha sefial de reposicion.

10. Un circuito de muestreg,de_carga pasabanda (BPCS) (5) segin
cualquiera de las reivindicaciones aracterizado en que dichas muestras
representan el contenido de la banda base de dicha sefial analoga, y la frecuencia
de salida es fox = [fin-(2p1)fc] para 2(p-1}f.<fin<pf.,, donde fa s uno de los
componentes de frecuencia de dicha sefal analoga, f; es la frecuencia de dicho
reloj, y p es un entero de >, respectivamente, y la fase de dicha frecuencia de
salida depende de la fase de dicho f, y la fase de dicho f; y p=1 define el principal
rango de respuesta de frecuencia, y la misma forma de respuesta de fracuencia es
repetida para p>1, pero las amplitudes son reducidas, y para un p determinado, se
obtiene la misma frecuencia de salida para frecuencias fin(<(2p-1)f) y fie (>(2p-
1)fc) cuando (2p-1)fe-fim = fin2-(2p-1)fc, pero con diferentes fases, y el ancho de
banda y la forma de dicha respuesta de frecuencia dependen de dicho n (entre
més grande sea n, mas angosto sera el ancho de banda) y dicha funcién de
ponderacién (constante, lineal, Gauss u otra), y dicho circuito BPCS es
simultdneamente un filtro, un mezclador y un muestreador.

11.  Un circuito de muestreo de carga pasabanda (BPCS) diferencial (8),
caracterizado por un primero y un segundo circuitos BPCS segun cualquiera de
las reivindicaciones 7 a 10, en donde todos los generadores de sefial de control de
dichos circuitos BPCS son reemplazados por un generador comuiin de sefial de
control (7); la primera entrada de sefial y la segunda entrada de sefial de dicho
primer circuito BPCS son conectadas a la segunda entrada y a la primera entrada
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de dicho primer circuito BPCS, respectivamente, y la primera entrada de seiial, la
segunda entrada de sefal, la salida de sefial de dicho primer circuito BPCS y la -
salida de sefial de dicho segundo circuito BPCS son la primera entrada de serial,

" la segunda entrada de sefial, la primera salida de sefal y la segunda salida de
sefal de dicho circuito de muestreo de carga pasabanda (BPCS) diferencial.

12. Un circuito de muestreo de carga pasabanda (BPCS) diferencial (8)
segun la reivindicacidon 11, caracterizado en que los integradores (3 A, 3B) en
dicho primer circuito BPCS y dicho segundo circuito BPCS son fusionados en un
Unico integrador diferencial (10) que integra la corriente diferencial de dicha sefial
anéloga y produce muestras diferenciales en dicha primera salida de sefial y dicha
segunda salida de sefial de dicho circuito BPCS diferencial.
>

t 13.  Un circuito CS paralelo, que comprende un numero de circuitos CS )

d segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 4, caracterizado en que

N

todas las primeras entradas de sefial son conectadas como una primera entrada
de sefial andloga de dicho circuito CS paralelo; todos los generadores de sefial de
control de dichos circuitos CS son reemplazados por un generador comun de
sefal de control, un multiplexor que tiene dicho numero de entradas de sefal
conectadas a las salidas de sefial de dichos circuitos CS respectivamente,
entradas de control conectadas a salidas de sefial multiplexoras de dicho
generador comun de sefial de control, y una salida de sefial para multiplexar las
salidas de dichos circuitos CS a la salida de dicho circuito CS paralelo cuando las
salidas de dichos circuitos CS se encuentran en fases de retencién, en donde
dicho circuito CS paralelo aumenta la frecuencia de muestreo y acorta el intervalo
de tiempo entre dos puntos de muestreo sucasivos, y el circuito CS paralelo es de
version asimétrica.

\ o

Un circuito CS paralelo que comprende un nuimero de circuitos CS
racterizado en que todas las

14.
diferenciales segun la reivindicacion 5 6 6,
primeras entradas son conectadas como la primera entrada de sefial de dicho
circuito CS paralelo para recibir un primer exiremo de una sefial andloga
diferencial; todas las segundas entradas son conectadas juntas como la segunda
entrada de sefial de dicho circuito CS paralelo para recibir un segundo extremo de

- dicha sefial andloga diferencial, y todos los generadores de seiial de control de
dichos circuitos CS son reemplazados por un generador comun de sefial de
control; un muitiplexor que tiene dicho numero de pares de entrada de sefial
conectados a los pares de salida de sefial de dichos circuitos CS respectivamente,
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entradas de control conectadas a salidas de sefal multiplexoras de dicho
generador comun de seiial de control, y un par de salida de sefal para multiplexar
los pares de salida de dichos circuitos CS al par de salida de dicho circuito CS
" paralelo cuando los pares de salida de dichos circuitos CS se encuentran en fases
de retencién, en donde dicho circuito CS paralelo aumenta la frecuencia de
muestreo y acorta el intervalo de tiempo entre dos puntos de muestreo sucasivos,
y ol circuito CS paralelo es diferencial.

15. Un circuito CS paralelo segun la reivindicacion 13 o 14, caracterizado
en que dicho generador de sefial de control tiene una entrada de reloj, dicho
numero de salidas de sefial de muestireo, dicho nimero de salidas de sefal de
reposicion y dicho numero de salidas de sefial multiplexoras son para generar
dicho nimero de sefiales de muestreo en las salidas de sefial de muestreo
conectadas a las entradas de control de los conmutadores de dichos circuitos CS
respectivamente, y para generar dicho numero de sefiales de reposicion en dichas
salidas de sefal de reposicion conectadas a las entradas de control de los
integradores de los circuitos CS respectivamente, y dicho numero de sefiales
multiplexoras son generadas en las salidas de sefial multiplexora, y dichas sefales
de reposicién, dichas sefiales de muestreo y dichas sefiales multiplexoras son
intercaladas en tiempo de manera uniforme.

16. Un circuito BPCS paralelo (11) que comprende un numero de circuitos
BPCS segun las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado en que todas las primeras
entradas de sefial son conectadas juntas como la primera entrada de sefial de
dicho circuito BPCS paralelo para recibir un primer extremo de una sefial analoga
diferencial; todas las segundas entradas de sefial son conectadas juntas como la
segunda entrada de seiial de dicho circuito BPCS paralelo para recibir un segundo
extremo de una sefial andloga diferencial, y todos los primeros conmutadores son
separados o fusionados, y todos los segundos conmutadores son separados o
fusionados, y todos los generadores de sefial de control en dichos circuitos BPCS
son reemplazados por un generador comun de sefal de control (13), y un
multiplexor (11) que tiene dicho numero de entradas de seflal conectadas a las
salidas de sefial de dichos circuitos BPCS, entradas de control conectadas a
salidas de seflal multiplexora de dicho generador comuin de sefial de control, y una
salida de sefial para multiplexar las salidas de dichos circuitos BPCS a la salida de
sefial cuando las salidas de sefal 'de dichos circuitos BPCS se encuentran en
fases de retencion, en donde la salida de sefial es la salida de seflal de dicho
circuito BPCS paralelo, y dicho circuito BPCS paralelo aumenta la frecuencia de
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muestreo y acorta el intervalo de tiempo entre dos puntos de muestreo sucesivos,
y el circuito BPCS paralelo es asimétrico.

17. Un circuito BPCS paralelo (11) que comprende un nimero de circuitos
BPCS segun la reivindicacién 11 6 12, caracterizado en que todas las primeras
entradas de sefial son conectadas juntas como la primera entrada de sefal de
dicho circuito BPCS paralelo para recibir un primer extremo de una sefial analoga
diferencial, todas las segundas entradas de sefial son conectadas juntas como la
segunda entrada de seflal de dicho circuito BPCS paralelo para recibir un segundo
extremo de una seflal analoga diferencial; todos los primeros conmutadores en
dichos primeros circuitos BPCS son separados o fusionados, todos los segundos
conmutadores en dichos primeros circuitos BPCS son separados o fusionados,
todos los primeros conmutadores en dichos segundos circuitos BPCS son
separados o fusionados, todos los segundos conmutadores en dichos segundos
circuitos BPCS son separados o fusionados, todos los generadores de sefial de
control de dichos circuitos BPCS son reemplazados por un generador comun de
sefial de control, y un multiplexar con dicho nimero de pares de entrada de sefal
conectados a los pares de salida de sefial de dichos circuitos BPCS, entradas de
control conectadas a salidas de sefial multiplexora de dicho generador comin de
sefial de control, y un par de salida para multiplexar los pares de salida de dichos
circuitos BPCS al par de salida de sefial cuando los pares de salida de sefial de
dichos circuitos BPCS se encuentran en fases de retencién, en donde el par de
salida de sefial es el par de salida de sefial de dicho circuito BPCS paralelo, y
dicho circuito BPCS paralelo aumenta la frecuencia de muestreo y acorta sl
intervalo de tiempo entre dos puntos de muestreo sucesivos, en donde el circuito
BPCS paralelo es diferencial.

18. Un circuito BPCS paralelo que comprende un ndmero de circuitos
BPCS segun la reivindicacién 16 o 17, caracterizado por un generador de sef\al
de control con una entrada de reloj, una salida de reloj, una salida de relgj inverso,
dicho nimero de salidas de sefial W&S, dicho numero de salidas de sefial de
reposicion y dicho numero de salidas de sefiai muitipiexora, en donde la entrada
de reloj es la entrada de reloj de dicho circuito BPCS paralelo para uso en la
generaciéon de una sefial de reloj en la salida de reloj de dicho generador comun
de control de sefial conectado a las entradas de control de todos los primeros
conmutadores de dichos circuitos BPCS, y un reloj inverso en la salida de reloj
inverso conectado a las entradas de control de todos los segundos conmutadores
de dichos circuitos BPCS; dicho nimero de salidas de sefial W&S son conectadas

22

Circuitos versdliles de muesireo de carga



a las entradas de control de todos los elementos W&S (9A-9X) de dichos circuitos
BPCS; dichas salidas de sefial de reposicion son conectadas a las entradas de
control de todos los integradores (10A-10X) de dichos circuitos BPCS, y dicho
numero de sefales multiplexoras, sefiales de reposicién, sefiales de muestreo y
sefales de muiltiplexién son intercaladas en tiempo de manera uniforme.

18. Un circuito CS seguln cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o 13 .><l
—_—
caracterizado por un circuito analogo de compensacién de frecuencia que tiene
una entrada de sefial para recibir una sefial anéloga, y una salida de serial, con
una respuesta de frecuencia proporcional a (2nfAt)/(sin(2xfiAt)), en donde la salida
de sefial es conectada a la entrada de sefial de dicho CS.

] . ] - - " fﬂ_
20. Un circuito CS segln cualquiera de las reivindicaciones 5, 6 o 14, >q
1——-———'_"-_‘

caracterizado por un circuito andlogo de compensacion de frecuencia que tiene

un par de entrada de seiial para recibir una sefial analoga, y un par de salida de

sefial con una respuesta de frecuencia proporcional a (2nfiAt)/(sin(2xrfiAt)), en
donde el par de salida de sefial es conectado a la primera entrada de sefial y a la
segunda entrada de sefial de dicho circuito CS.

21.  Un circuito CS segun cualquiera de las reivindicacione \4

caracterizado por un circuito digital de compensacién de frecuencia con una

respuesta de frecuencia proporcional a (2xfiAt)/(sin(2xfAt)), conectado luego de
que un convertidor A/D convierte la salida de sefial de dicho circuito CS enuna

sefial digital.

22, Un circuito CS segun cualquiera de las reivindicacione afg ‘
P
caracterizado por un circuito digital de compensacion de frecuencia proporcional

a (2rfiAt)/(sin{2xfiAt)), conectado luego de que un convertidor A/D convierte el par
de salida de sefial de dichos circuitos CS en una sefal digital.

23. Un circuito BPCS de dos pasos que comprende un primero y un

segundo circuito BPCS_(39, 42) segun cualquiera de la &ivindicaciones
anterioreg 6 a 12 o 16 a 18,/caracterizado por: Sn,? CI v-z 4

Una primera entrada de sefial y una segunda entrada de sefial para recibir un
primero y un segundo extremo de una sefal analoga diferencial respectivamente,
en dicho primer circuito BPCS (39) para producir muestras de sefiales en la salida
de sefial o par de salida de dicho primer circuito BPCS con una primera frecuencia

de muestra;
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un circuito intermuptor {40) para interrumpir la sefial del primer circuito BPCS
(39) simétricamente en tiempo en su salida de seflal o par de salida con la
frecuencia de una sefial de reloj igual a dicha primera frecuencia de muestra,

un amplificador de salida diferencial (41) para amplificar diferencialmente Ia
sefial del circuito interruptor en su par de salida de sefial; y

la primera entrada de sefial y la segunda entrada de seifial son conectadas al
par de salida de seiial de dicho amplificador (41) para producir muestras de sefial
en la salida de seiial o par de salida con una segunda frecuencia de muestra.

24, Un circuito BPCS de dos pasos segun la reivindicacion 23,
caracterizado por un generador de sefial de reloj (43) que tiene una entrada de
reloj para recibir una primera seflal de reloj utilizada por dicho primer circuito
BPCS (38) y para generar una segunda sefal de reloj alimentada
simultaneamente a una entrada de reloj de dicho circuito interruptor y a una

entrada de reloj de dicho segundo circuito BPCS. O

X
ZS.TArreglos de bloques de construccién en cualquigr? tipo de dicho
J \
Ci

ircuitos BPCS segun las reivindicaciones 1 a 24, caracterizados por:

ungrregl n-MOS de dicho conmutador, que comprende: un transistor n-MO
con el drenador con la entrada de seiial, con la puerta como la entrada de contro

y con la fuente como la salida de sefial; y ﬁp fs
M'\A A

un a@ 0S de dicho conmutador, que comprende: un transistor n-MOS
un transistof p-MOS con sus drenadores conectados entre si como la entrada
sefial, con sus fuentes conectadas entre si como la salida de sefial, y con |a
puerta de dicho transistor n-MOS como la entrada de control; un inversor con [a
entrada cnectada a la puerta de eicho transistor n-MOS y con la salida conectada
a la puerta de dicho transistor p-MOS;

un arreglo de dicho elemento W&S que comprende: un transistor n-MOS con e
drenador como [a entrada de sefial, con la puerta como |a entrada de control, y
con la fuente como la salida de sefial;

)

un@ pasivo de dicho integrador, que comprende: un capacitor con el
primer extremo como {a entrada de sefal, y con el segundo extremo a tierra; un
resistor opcional insertado entre cada entrada de sefial y el primer extremo de
dicho capacitor cuando sea necesario; un transisotor n-MOS con el drenador y la
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a
fuente conectados al primer extremo y al segundo extremo de dicho capacitor,
respectivamente, y con la buerta como la entrada de control;

un arreglo pasivo de dicho integrador diferencial que comprende; un primer
arreglo pasivo de dicho integrador con la entrada de sefial y la salida de sefa
como la primera entrada de sefal y la primera salida de sefial de dicho integrador
respactivamente; y un segundo arregio pasivo de dicho integrador con ia entrad
de sefial y la salida de sefal como la segunda entrada de sefial y la segunda

salida de sefial de dicho integrador diferencial, respectivamente;
|
un arreglo activo de dicho integrador, que comprende: un amplificador |

diferencial de entrada y salida unica con la entrada positiva a tierra, la entrada
negativa como la entrada de sefal de dicho integrador, y con la salida como |
salida de sefial de dicho integrador; un capacitor con el primer extremo conectado
a la entrada negativa de dicho amplificador de entrada y salida Unica diferencial,
un inversor con la entrada como la entrada de control de dicho integrador; un
primer arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho conmutador con la entrada d
sefial conectada a la entrada negativa de dicho amplificador de entrada y salid
unica diferencial, con la entrada de control conectada a la entrada de control d
dicho integrador, y con la salida de sefial conectada a la salida de dich \
amplificador de entrada y salida Unica diferenclal; un segundo arreglo n-MOS
arreglo CMOS de dicho conmutador con la entrada de seiial conectada al segundo
extremo de dicho capacitor, con la entrada de control conectada a la entrada de
control de dicho integrador, y con la salida de sefial conectada a tierra; un tercer
arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho conmutador con la’ entrada de sefial
conectada al segundo extremo de dicho capaciior, con la entrada de control
conectada a la salida de dicho inversor y con la salida de sefial conectada a la
salida de dicho amplificador de enterada y salida Unica diferencial; y un resistor
opcional inseriado entre la entrada de sefial de dicho integrador con la entrada
negativa de dicho amplificador de entrada y salida Unica diferencial, cuando sea

necesario;

un amreglo activo de dicho integrador diferencTal, que comprende: un
amplificador de entrada y salida dnica diferencial con la entrada negative, la
enterada positiva, la salida positiva y la salida negativa como la primera entrada de
sefal, la segunda entrada de sefial, ia primera salida de sefial y la segunda salida
de sefal de dicho integrador diferencial; un primer capacitor con el primer extremo
conectado a la entrada negativa de dicho amplificador de entrada y salida Gnica
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diferencial; un segundo capacitor con el primer extremo conectado a la entrada
positiva de dicho amplificador de entrada y salida Unica diferencial; un inversor con
la entrada como la entrada de control de dicho integrador diferencial; un priemr
arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho, conmutador con la entrada de sefial
conectada a la entrada negativa de dicho amplificador de entrada y salida unica
diferencial, con la entrada de control conectada a la entrada de control de dicho
integrador diferencial y con la salida de seiial conectada a la salida positiva de
dicho amplificador de entrada y salida Unica diferencial; un segundo arreglo n-
MOS o arregio CMOS de dicho conmutador con la entrada de sefial conectada a

segundo ectremo de dicho primer capacitor, con |la entrada de control conectada

la entrada de control de dicho integrador diferencial y con la salida de seﬁaw
conectada a tierra; un tercer arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho conmutador
con la entrada de sefial conectada al segundo extremo de dicho primer capacitor,
con la entrada de control conectada a la salida de dicho inversor y con la salida de
sefial conectada a la salida positiva de dicho amplificador de entrada y salida
Unica diferencial; un cuarto arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho conmutador
con la entrada de seiial conectada a la entrada positiva de dicho amplificador de
entrada y salida unica diferencial, con la entrada de control conectada a la entrada
de control de dicho integrador diferencial y con la salida de seiial conectada a la
salida negativa de dicho amplificador de entrada y salida unica diferencial; u
quinto arreglo n-MOS o arreglo CMOS de dicho conmutador con la entrada d
sefial conectada al segundo exiremo de dicho segundo capacitor, con la entra
de control conectada a la entrada de control de dicho integrador diferencial y
la salida de sefial conectada a tierra; un sexto arreglo n-MOS o arreglo CMOS
dicho conmutador con la entrada de sefial conectada al segundo extremo de di
segundo capacitor, con la entrada de control conectada a la salida de di
inversor y con la salida de sefial conectada a la salida negativa de di
amplificador diferencial de entrada y salida Gnica; un primer resistor opcion
insertado entre la primera entrada de sefial de dicho integrador diferencial y la
entrada negativa de dicho amplificador diferencial de entrada y salida Unica
cuando sea necesario; y un segundo resistor opcional insertado entre la segunda
entrada de senal de dicho integrador diferencial y la entrada positiva de dicho

amplificador diferencial de entrada y salida Unica. Q
e

26. Un aparato radio receptor de muestreo|de seccién de entrada qu

comprende un primero y un segundo circuito BPCS segun las reivindicacion ,@
712, 16 a 18, 25. 24 caracterizado por que comprende:

/)
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un filtro pasabajos (45) con un ancho de banda hasta dos veces la frecuencia
de reloj, para recibir y filtrar una sefial de radio;

un amplificador de ruido bajo (46) para producir una sefial de radio amplificada
diferencialmente de la sefial filtrada;

un oscilador local (49) para producir una sefial de reloj -I- en su salida de sefial;

un desfasador n/2 (48) con una entrada‘de sefiai conectada al oscilador local
n su salida de sefial con la misma

(49) para producir una sefal de relgl -Q-
amplitud y desfase n/2 con respecto a dicha sefial de reloj -|-;

dos extremos del par de salida de sefial de dicho amplificador de ruido bajo

trada de reloj de dicho segundo
banda de base de dicha sefial
de radio en la salida de senal o par de salida de dicho segundo circuito BPCS
(47B).

&. Zf@aparato radio receptor de muestreo de seccion de entrada segun l;} O

plor ¢
ivindicacion 26, camctoﬂzado@

dicho oscilador local (49), dicho desfasador (48) y los generadores de reloj de
dichos primero y segun i

producir sefiales de
eficiente precisa;

dicha muestr@le banda de base y muestran convertidas bien sea
por dos convertitffres separados analogo a digitat~e“por un convertidor dnico
andlogo a digital con multiplexion a sefiales digitales;

dichas seiiales digitales son procesadas por una unidad procesadora de sefial
digital (DSP); y

dicho aparato radio receptor de muestreo de seccidn de entrada es un aparato
radio receptor superior que tiene una parte andloga simplificada en gran parte, y
en donde la capacidad de DSP es altamente utilizada.
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28, Un método de muestrec de cargx:aracterizad por los siguientes

e

pasos:

C‘ir_w_tgggar una sefial de entrada andloga durante una fase de muestreo, en donde
ia corriente de ia sefial de entrada anéloga es integrada a una carga integrada, y

producic una muestra de tensidn o corriente proporcional de dicha carga
integrada al final de dicha fase de muestreo.

29. Un método segun la reivindicacién 28, caracterizado en que, si dicha
fase de muestreo es del tiempo t; al tiempo t3, dicha muestra representa el valor
instantdneo de dicha sefial analoga en el tiempo t,= (t1+t2)/2 y se difiere de dicho
valor instantaneo con un coeficiente compuesto por una parte constante y una
parte dependiente de frecuencia (sin(rfiAr))/(2rfiAr), donde fi es la frecuencia del
componente i-4simo de dicha sefial andloga y At = (2-11)/2, es decir, la mitad del
ancho de dicha fase de muestreo.

30. Un método segun la reivindicacién 28 o 29, caracterizado en que dicha
sefial de entrada andloga es una sefial analoga diferencial, y dicha muestra de
tension o corriente proporcional de dicha carga integrada es una sefial diferencial.

31. Un método de muestreo de carga, caracterizado por los pasos de:
ponderar un primero y un segundo extremo de una sefial angloga difersncial
durante una fase W/S, integrar la sefal ponderada durante dicha fase W&S, en
donde la corriente de la sefial ponderada es integrada a una carga integrada; y

producir una muestra de tension o corriente proporcional al final de dicha fase
W&S.
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RESUMEN

Un circuito (CS) de muestreo de carga (1) que comprende un generador de
sefial de control (4) para controlar una senal de entrada anéloga al circuito de
muestreo de carga (1) para ser integrada por un integrador (3) durante una fase de
muestreo como respuesta a una sefial de muestreo del generador de sefal de
control (4), en donde la corriente de la sefial de entrada analoga es integrada a
una carga integrada para producir una muestra de tension o corriente proporcional
en una salida de sefal al final de la fase de muestreo.

29
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EXTRACTO PARA PUBLICACION !

SLPCENTEIOEN A
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION Si@rxz

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

o —

(21) No. SOLICITUD: (51) INT. CL.:
{22) FECHA DE

PRESENTACION: (71) SOLICITANTE:
(31) No. DE SOLICITUD: 9903532-1 (72) INVENTOR/ES:

[

(32) FECHA DE Jiren YDUAN

PRESENTACION: Sept. 28,2000
(33) PAIS: SUECIA (74) APODERADO:;

GERMAN CASTILLO GRAU

- (54) TITULO:

— e L. e g L
' CIRCUITOS VERSATILES DE MUESTREO DE CARGA

(57) RESUMEN:

1. Un circuito de muestreo de carga (CS) (1) caracterizado por un
generador de sefial de control (4) para controlar una sefial de entrada analoga al
circuito de muestreo de carga (1) para ser integrado por un integrador (3) durante
una fase de muestreo en respuesta a una sefial de muestreo del generador de
sefial de control (4), en donde la corriente de la sefial de entrada analoga es
integrada a una carga integrada para producir una tensidn proporcional 0 muestra
de corriente en una salida de serial al final de la fase de muestreo.

5. Un circuito diferencial de muestreo de carga {CS), catracterizado por
un primero y un segundo circuito CS segun cualquiera de las reiivndicaciones 1 a
4, que tiene, en donde todos los generadores de sefial de control de dichos
circuitos CS son reemplazados por un generador de sefal de controt (4) comiin, la
entrada de sefial de dicho primer circuito CS es una primera entrada anéaloga de
dicho circuito CS diferencial, la entrada de sefial de dicho segundo circuito CS es
una segunda entrada de dicho circuito CS diferencial para una sefial analoga
diferencial, la salida de sefial de dicho primer circuito CS y Ia salida de sefial de
dicho segundo circuito CS son la primera salida de sefial y la segunda salida de
sefial de dicho circuito CS diferencial.
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Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
PRIMER EXAMEN DE FORMA

EXPEDIENTE 00-73259

Practicado el examen juridico de acuerdo con lo establecido en el art. 21 de ia Decision

344 se determiné que esta solicitud de Patente de Invencién:

Si[x1] NOI ] NO APLICABLE [ ] Presentd los poderes necesarios en
forma comecta (Decision 344, art. 14-a).

Six ] NOT[ ] NO APLICABLE] ] Acreditd, en forma cofrecta, la
existencia y representacién de la persona juridica solicitante
(art. 14-c de la Declislén 344; lfteral g) del art. 4 del Decreto
117/94).

Sifx] NOI[ ] NO APLICABLE [ ] Presentd, en forma comvecta, el
comprobante de pago por la tasa de presentacién establecida
(art. 13 de la Decision 344 y ia Resoluclén 02 del 4 de Enero
del 2000)

Si{x] NOI[ 1] EXTEMPORANEAMENTE [ ] Relvindicé prioridad, dentro del
plazo y de acuerdo con lo previsio en el Articulo 4 del
Convenio de Paris.

SI[ ] NO[ x] NO APLICABLE [ ] Presentd copla, certificada su
conformidad por la Administracién que reciblé ia solickud de la
cual relvindica prioridad, al momento de radicar la solicitud
haclonal.

SI[ ] NO[IXx ] NO APLICABLE [ ] Presentd la traduccion del capitulo
reivindicatorio de la solicitud de ia cual se reivindica prioridad
(Art. 4, D-3 Convenlo de Paris; Concepto: 5 de enero de 1989
8..C).

SI[ ] NOJ[ x] CUMPLE LOS REQUISITOS JURIDICOS

BSERVACIONES JURIDICAS CONVENIO DE PARIS: Debera presentar copla
ceitificada su conformidad por la Administracién que recibio la solicitud de la cual reivindica
prioridad, en cuaiquier momento dentro del plazo de tres (3) meses, contados a parlir de
la fecha de depdsito de la solicitud posterior. La omisién de esta formalidad implicara la
pérdida del derecho de prioridad.

En consecuencia, se concepitia que esta sollcitud:

SI[ ] NO[x] Se ajusta a los aspectos FORMALES indicados en la Decislon

344 y por tanio,

SIL ] NO[x] Se recomienda PUBLICAR el extracto correspondients.

Bogota, D.C., 28 de septiembre del 2000

EXAMINADOR JURIDIC .

Carrera 13 N° 27-00 Piscs 5° y 10°

Conmutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125

Santafé de Bogoth, D.C. - Colombia



Folio __5_{7_
DIVISION NUEVAS CREACIONES
PRIMER EXAMEN DE FORMA
EXPEDIENTE N° 2000-73.259
CONCEPTO TECNICO N°_4522 IPC: HO3H 19/00

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Decisién 344 se determind que esta

soh?(e Patente de Invencién
SI 220 Q Contiene 1a identificacién correcta del inventor (Art.8, Art.13-8).
Contiene 1a identificacion correcta del solicitante (Articulo 13-a).

s10 NO/ Conueneelrennnmconelobjetoyﬁmhdaddelnmvmclénmfomaeom
: (Art.13-¢).

SI mﬁu Contiene el titulo 0 nombre de la invencién en forma correcta (Art.13-b).
S10 NO / Contiene la descripcion clara y completa de la invencién (Art.13-¢).

S1 3 NO Conhenelosdibu_]oseon'ectos(Art14-cjuntooonelhtemld)delArt 4 del Dto.
117 del 54).

siQ NOEB/ Contiene las unidades de medida en el sistema exigido (Art.14-c junto con el
Decreto 3464 del 26 de diciembre de 1980).

sI0 NO Contiene una o més reivindicaciones, en forma correcta, que precisen la materia
la cual se solicita la proteccidn mediante la patente (Art.13-d).

S1 ) Nom/;:montimeelmetodemudoeonelﬁtaﬂc)ddan.lmlo4delDto. 117 /94.

s1] NO Contiene el arte final del dibujo caracteristico de acuerdo con el literal c) del

articulo 4 y el articulo 27 del Dto. 117 /94.

No(Q Contiene la tarjeta del Archivo Temitico {formato P-104] en forma correcta
(Art.14-c junto con ¢ literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).

SI MNO a Contiene la tarjeta del Archivo de Propietarios [formato P-105] en forma correcta
(Art. 14— junto con el literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).
sIO NO @/ CUMPLE LOS REQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: §1 [Elﬁ) O ver hoja(s) anexa(s)

Santa Fe de Bogoté, D.C., 2000 10 04

202004___
EXAMINADOR TECNICO




ANEXO

21. 00-73.259
51. HO3E 19/00
Observaciones técnicas del primer examen formal.

El resumen, la descripcién y 1las reivindicaciones allegadas
presentan errores de transcripcién, redaccién y/o traduccidn, los
mis relevantes a continuacién para su correccién o aclaracién:

Paginas 3 lineas 1, 4, 7 a 10; 4 linea 3; 15 lineas 23 a 27;
reivindicaciones 26 y 27 se utilizan expresiones como -x-, -y-, -I-
; —Q-, etc. que pueden conducir a error por el uso indiscriminado
de guiones. Paginas 2 linea 7; 4 lineas 32, 36; 6 linea 25 y 26; 8
lineas 1 y 2 del tercer parrafo, no hay concordancia en el acrénimo
BPSC pues en un caso se traduce de “band pass sampling circuit” vy,
en otro de, “band pass charge sampling” y en el dltimo de “band
pass charge sampling circuit”.

Paginas 8, 11 a 13, y en las figuras ilustrativas, los decimales se
transcribieron mal o, por lo menos, no acorde a lo establecido por
el sistema internacional de medidas.

Paginas 10 lineas 26 a 27, 36; 12 lineas 10 a 11, 23, dltima; 13
lineas 4, 34; 14 lineas 3, 10,14; 15 lineas 2, 13 a 14:
reivindicaciones 1 a 7, 13, 14 contienen afirmaciones no claras o
con errores. La reivindicacién 2 estd mal referenciada porque la 1
en ninqin momento menciona un conmutador de muestreo, esto es un
indicio de que la 1 estd incompleta y mal redactada.

Las reivindicaciones 19 a 23 contienen dependencias miiltiples no
aceptables de acuerdo a lo dispuesto por la regla 123.quindquies
4.a) de la ley tipo, que sefiala “la dependencia solo puede ser
alternativa y no puede servir de base a otra nueva dependencia
miltiple”; lo cual tienen por objeto facilitar la comprensidn de
las dependientes.

Todos los follos objeto de correcciones deben remplazarse
totalmente, y de ©preferencia allegar un nuevo pliego
reivindicatorio que defina claramente el alcance de la proteccién.

Las figuras allegadas son una fotocopla borrosa donde no se puede
determinar que es lo que muestra cada uno de los numerales
posicionales, contienen algunos letreros en otro idioma y los
decimales fueron mal escritos. Presentar las figuras en original,
nitidas que subsanen las observaciones anteriores.

Hace falta el arte final de la figqura mAs representativa de la
solicitud, en dos reducciones tamafio 12 x 12 cm y una coplia de 6 x
6 cm, en papel fotogradfico o similar, nitidas.

Debido a que es necesario corregir el pliego reivindicatorio el
extracto debe ser remplazado.

202004
examinador

Santa Fe de Bogoté 04 de octubre del 2000

s4



SIE e’
YCOMERQO 5°

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

EXPEDIENTE 00-73269
AUTO 3464
LA JEFE DE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personeria al doctor GERMAN CASTILLO GRAU como

apoderado de la Sociedad solicitante, en los términos y para los efectos del poder

conferido.

ARTICULO SEGUNDQ: Conforme lo establece el articulo 22 de la Declision 344 de Ia
.«d) Comision del Acuerdo de Cartagena, requiérese al solicitants, para que dentro del plazo

de treinta (30) dias hablles sigulentes a la fecha de notificacion del auto, presents

respuesta a las observaciones o complemenie los antecedentes sefialados en el examen

de forma.

ARTICULO TERCERO: Notificar por estado el presente auto, adviriendo que contra el no
procede recurso alguno en la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE cn me
Dado en Bogotd D.C., a los -~ WL, gy

NUEVAS CREACIONES,

LA JEFE DE LA DIVISION

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL

NonFchDp[_pRgsmno
Bogotd DC.,  n

o por anotacién en estado de esta misma focha.

VENCIMIENTO NOTIFICACION ESTADO
SOLICITO PRORROGA TERMINO S NO
VENCIMIENTO TERMINO PRORROGA
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